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Abstrad The use of waste chips from high圃speedgrinding processes was examined as an electrically 
conductive filer in an epoxy resin. The chips were mixed with the liquid epoxy resin， and the 
mixture was magnetized by being passed through a solenoid coil. The mixture was then cured in an 
oven. High content of the chips， strong magnetizing currents and high precure temperatures 
increased the final conductivity of the cured product. By this method， cured products having electrical 



































2 . 1 材料
2 . 1 . 1 研磨粉
本研究の研磨粉試料は研削油として約15重量%の軽油を
含んで、いたため，イソプロヒ。ノレアルコー ノレで洗浄乾燥し，ふる
い分けして75μm以下の微細画分 (3. 1 参照)を使用し
た.
2. 1. 2 エポキシ樹脂
12 愛知工業大学総合技術研究所研究報告，第5号，平成15年， No. 5， M a r.， 2 0 0 3 
エポキシ主剤としてはジャパンエポキシレジン株式会社製
エピコート828(エポキシ当量187g/eq.，粘度 (2
50C) 140 p) を使用した.硬化剤としては同社の変性芳
香族ポリアミン系硬化剤エヒ。キュアW(アミン価630(KO 
Hmg/g) ，粘度 (250C) 1 6 0 c p)を使用し，両者を
重量比4・1で混合した.
2.2 操作
2 0 2 0 1 注型容器の作製







物(エポキシプレポリマー)100 gに対するグラム数 (ph 














Fig.1 Schematics of the magne也ationofthe伊nding
chips mepo可 res也










2 . 2・5 磁束密度の測定
簡易磁束言十(島津TM-501)を使用して硬化試料末端の
磁束密度を測定した.






3 . 1 研磨粉の粒度と形状
自動ふるい機によって研磨粉を150μm以上の粗画分(0.
プラスチック用導電性充填剤としての研磨粉に関する研究(1 ) 13 
4 5 wt . %)， 1 5 0 ~ 7 5μmの中間画分(2. 4 4 w t . %) ， ていることがわかる。
および75μm以下の者融問画分 (97. 1 1 wt. %)に分離
しp各画分を流動パラフィンに分散させて光学顕微鏡により観











なお， F i g. 2およびFi g. 3中には縮尺を示さなかっ
たが，すべて画面の横幅はほぼ2mm~こ相当する
































(a) In liquid q同Clxyprepulymer before magnetization 
G出ldingchips:2Ophr 






FigJ百leoptical micrographs of the grinding crups in 
epoxy prepolymer and CUI吋 res血5
C回ing:1600C 4.0hoぽ S
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磨糊曹の容積率を求め，それと研磨粉宣との関係をFi g. 4 







Fig.4百lerelationshjp between the volw:ne of the 














そこで，抵抗値R (k Q)と研磨粉量W (p h r)との関係









れる凹部が残っている Fi g. 5 (b)は研磨粉量が12 
Ophrの場合の硬化物の表面を示す.同図は，研磨粉層が表
面に露出していることを示すものである.この場合3 表面の外






































magnetizing t卸leon the el臨むicalresis国lceof 
the cured resm 
白担dingchips:12Ophr 
Curing: 1600Cラ4.0ho町 S
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Fig.6百lerelationship betwe関白G 佃lOootof the 









なお， F i g. 6の測定点よりも低濃度の領域では本研究の
試料形状では抵抗値を測定することができなかった.
Fig.8百lerelatio田.hipbe加沼田也emagnetiz泊gcurrent
























































P re-C l!ri ng T em p erature(OC) 




























































Fig.9百ledevelopment of electrical∞nductivity d田ing
a curing procedure. 







平 T(Fumace)*T(Sample)* Logρ(Q 'cm) 
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